
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＤｅｆｏｃｕｓＣａｌｃプログラム 

  Ver.1.51M 

 

 

 極点解析を行う場合、光学系の調整は重要です。 

 十分に調整されている事を確認した上で、各種補正が適正に行えるようになります。 

 本プログラムは、Ｘ線光学系の補正を行う為のファイル作成補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２０１６年０９月０４日 

     HelperTex Office 

      

    http://www.geocities.jp/helpertex2 

 

 

 

 



修正履歴 

* @version 1.0 

 * version 1.35 スリット幅を前回計算した値を表示する。 

 * version 1.36 Frame1 に前回選択した光学系を初期値として表示 

 * ｖersion 1.37 データ点数１６以外も対応 

 * version 1.380 2009/03/10  Help 対応 

 * version 1.400 2009/11/12  MENBER=false 

 *  version 1.402 2010/01/06 コメントを外す 

 * version 1.410 2010/02/08 多項式近似ファイルを直接作成 

 * version 1.411 2010/02/09 getHome()対応 

 * version 1.412 2010/02/16 Clip 追加 

 * version 1.413 2010/09/17 時間不正利用防止 

 * version 1.414 2010/09/26 時間不正利用防止設定ミス修正 

 * version 1.415 2011/04/04 autoclip 最終多項式近似式が３次式の為、極点図の中心が上がり気味の為 

 *version 1.50Y 2012/06/11 新しい管理に移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



概要 

 本プログラムは極点処理のＤｅｆｏｃｕｓ補正のためのファイルを作成するプログラムです。 

 従来、Ｄｅｆｏｃｕｓ補正は、配向のない被検試料と同じ材質のｒａｎｄｏｍ試料が必要でし 

た。しかしｒａｎｄｏｍ試料を作成する事は困難である。 

よって、ｒａｎｄｏｍ試料が得られない場合の代用ファイル作成に本プログラムを使用します。 

極点処理で使えるｒａｎｄｏｍファイルは被検試料と同じ条件で測定された事が条件になっています。 

測定条件が毎回同じであれば、本プログラムで作成したｒａｎｄｏｍファイルは 

Ｄｅｆｏｃｕｓ補正の標準ファイルとして使えます。 

Ｄｅｆｏｃｕｓプロファイルは光学系によって変化します。 

光学系のゼロセッティングが重要です。ゼロセッティングは十分な吸収板を用意して 

実際に試料測定するＸ線条件で調整を行って下さい。例えば４０ｋＶ－４０ｍＡ 

θ軸の反割り確認、α軸の反割り確認をし、そのプロファイルがほとんどフラットである事を 

確認してください。 

注意 

 本プログラムで作成するｒａｎｄｏｍファイルは参考であり、十分にその正当性を確認して 

 使って下さい。（ＶａｌｕｅＯＤＦ） 

 ｒａｎｄｏｍサンプルが用意できる場合は、実際のｒａｎｄｏｍ測定をしてください。 

 

サポートしている光学系 

 Ｌｉｎｅ光学系Ｓｈｕｌｔｚの反射法（１８５ｍｍ） 

 Ｌｉｎｅ光学系Ｓｈｕｌｔｚの反射法（２８５ｍｍ） 

 ＣＢＯ－ｆ 

 

プログラム名 

 ＤｅｆｏｃｕｓＣａｌｃ．ｊａｒ 

 C:¥CTR¥bin ディレクトリに存在します。 

 

参照ファイル 

 C:¥ＣＴＲ￥work¥DefocusCalc¥TABLE¥ ディレクトリ以下に存在するファイル群 

 バックグランド defocus ファイル群 

ｒｕｎｔｉｍｅ 

 本プログラムはｊａｒファイルで供給される為、ご使用になるＯＳに合わせたｊａｖａの 

 ｒｕｔｉｍｅが必要です。 

 

TABLE ファイル作成（別プログラム） 

 ＤｅｆｏｃｕｓｍａｋｅＴＡＢＬＥ．ｊａｒ 

 

Ｄｅｆｏｃｕｓ補正の適正性チェックプログラムＶａｌｕｅＯＤＦ（別プログラム） 

ＯＤＦ解析が必要条件で、ＯＤＦ解析前の極点図とＯＤＦ解析後の再計算極点図を比較する事で確認し

ます。必要なら２θ角度スリット幅を変更して再度補正するか、あるいはＯＤＦで使う極点図の領域を

変える事を試みます。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラムの起動 

 C:¥CTR¥bin¥DefocusCalc.jar ファイルをクリックしてプログラムの起動 

  

 

 

 MesureBGMode は従来の方法で、バックグランド除去を測定バックグランドで直接差し引いて 

 作成したデータベースを使用 

 

 CalcBDMode は ODFPOleGigure2（Ver.2.000 以降）の極点データ処理でバックグランドを 

 理想曲線で差し引いたデータベースを使用 

 

 ただし、ODFPOleFigure2 ソフトウエアは測定データの２θ角度と受光スリットから自動計算機能が 

 付属しているので、ｄｅｆｏｃｕｓデータなしにｄｅｆｏｃｕｓ補正が可能 

 

Ｍｏｔｈｏｄで表示しているコンボボックスを選択 

  

 コンボボックスに何も表示されていない場合、ＴＡＢＬＥファイルを確認してください。 

 標準で以下のファイルが存在します。（変更される可能性もあります） 

 

 

 



ボタンにてＴＡＢＬＥＬＩＳＴが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  グラフ内側                     グラフ上部 

                     

ＴＡＢＬＥＬＩＳＴグラフの内側とグラフの上部に機能があります。 

 

グラフの内側をクリックするとＴＡＢＬＥファイルに登録されているデータを表示します。 

 擬似集中法（１８５ｍｍ）の場合 

  

 スリット別のα―Ｉ曲線を表示 

 横軸の０：は極点図の中心、９０：極点図の外側（０度から７５度が表示されています） 

 タイトルバーには、測定２θ角度が表示されています。 

 複数のプロファイルは、受光スリット１ｍｍ（最下部）から７ｍｍ（最上部）です。 

  

 擬似集中法の場合、測定２θ角度と受光スリットでプロファイルが決定されます。 

 

 

 

 



グラフの上部をクリックするとＤｅｆｏｃｕｓｐｒｏｆｉｌｅ作成画面が表示 

  

 Ｄｅｆｏｃｕｓプロファイルのパラメータ（２θ、受光スリット）変更可能 

 で計算されたプロファイルを表示します。 

 たとえば、２θ＝３８．４７２度（Ｃｕ管球でＡｌ（１１１））の場合 

 
が計算表示されます。 

ファイルメニューには 

 のプルダウンメニューがある。 

Ｔｅｍｐｌａｔｅ ｌｏａｄ 

 極点データ処理のｒａｎｄｏｍファイルは測定条件が同じでなけれがなりません。 

 そこで、同じ測定条件にするために被検試料の測定ＡＳＣＩＩファイルをｌｏａｄして 

 作成するＤｅｆｏｃｕｓファイルに測定条件を取り込みます。 

 予め、被検試料の測定データをＡＳＣＩＩファイル化しておきます。 



  

 変換されたＡＳＣファイルをｌｏａｄします。確認画面が表示されます。 

 

  画面を閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｄｅｆｏｃｕｓ ｓａｖｅで 

  

 規格化強度は、作成するｒａｎｄｏｍファイルの規格化強度を入力します。 

 ＯＤＦ解析の場合はＯＤＦソフト内で強度の規格化が行われるので１０００．０で良い。 

 極点図の規格化強度の大小比較を行うのであれば、被検試料をバック除去、吸収補正、内部規 

    格化を行った規格化強度を入力してください。 

  

     

ＯＫでｔｅｍｐｌａｔｅと同じディレクトリにファイルが作成されます。 

作成されたｒａｎｄｏｍファイルの確認、内部規格化を行う。 

 



   
 

作成したｒａｎｄｏｍファイルは、β方向（円周方向）の強度が同じになっています。 

極点で等高線が引けないので、α―強度曲線とします。 

 

 

    



 

 

規格化強度が作成時指定した値になります。 

 

 

これで、Ｄｅｆｏｃｕｓを補正するためのｒａｎｄｏｍファイルが作成できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｖｅｒｓｉｏｎ 

1.36          2008 年 06 月 05 日  前回の処理条件を反映させる。 

 

 


